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Standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele  

Käesolev Eesti standard EVS-EN ISO 
11562:1999 sisaldab Euroopa standardi 
EN ISO 11562:1997 ingliskeelset teksti. 

This Estonian standard EVS-EN ISO 
11562:1999 consists of the English text of 
the European standard EN ISO 
11562:1997. 

Käesolev dokument on jõustatud 
12.12.1999 ja selle kohta on avaldatud 
teade Eesti standardiorganisatsiooni 
ametlikus väljaandes. 

 
This document is endorsed on 12.12.1999 
with the notification being published in the 
official publication of the Estonian national 
standardisation organisation. 

Standard on kättesaadav Eesti 
standardiorganisatsioonist. 

 
The standard is available from Estonian 
standardisation organisation. 

Käsitlusala: 
Käesolev rahvusvaheline standard 
määrab kindlaks faasi korrektsioonfiltrite 
metroloogilised karakteristikud 
pinnaprofiilide mõõtmiseks. Eelkõige 
määrab käesolev standard kindlaks, 
kuidas eraldada pinnaprofiili pika- ja 
lühilainelist osa. 

Scope: 
 

ICS 17.040.20 

Võtmesõnad: filtrid, karedus, kareduse mõõtmine, metroloogilised karakteristikud, 
mõõteriistad, pinna lainelisus, pinna seisund, profilomeetrid 
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